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Die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) nimmt in
diesem Jahr Antrage entgegen, die den Einsatz einer
neuen Klasse von Rasterelektronenmikroskopen, so
(e i genannter Grollkammer-Rasterelektronenmikroskope

: . (GK-REM), vorsehen. Diese neue Technologie wurde in

Al == Deutschland entwickelt und steht nun anwendungsreif

bdnheseee|  zur Verfiigung. Die DFG sieht darin ein enormes
Anwendungspotenzial, insbesondere fur die
ingenieurwissenschaftliche Grundlagenforschung.
Arbeitsgruppen, die auf Uberzeugende Weise darstellen
kdénnen, dass ihre wissenschaftliche Arbeit vom Einsatz
eines GK-REM profitiert, sind dazu aufgerufen, ihre
Antrage bei der DFG einzureichen. Im Falle einer
positiven Begutachtung werden die antragstellenden
Gruppen mit einem derartigen Gerat ausgestattet. Der
Aufruf richtet sich vor allem an Wissenschaftler aus den
Bereichen Materialwissenschaften, Werkstofftechnik oder
Produktionstechnik.

Der Einsatz eines GK-REM erméglicht es, die Oberflache
von Objekten zu untersuchen, deren Durchmesser bis zu
700 mm und deren Masse bis zu 300 Kilogramm
betragen kann. Dadurch kann bei
rasterelektronenmikroskopischen Untersuchungen jetzt
erstmals auf die Probenentnahme aus einem
Untersuchungsobjekt und auf zerstérende oder
artefaktbildende Praparationsschritte verzichtet werden.
Dies hat auch den Vorteil, dass der
Untersuchungsgegenstand unbeschadigt bleibt und
hinterher weiterverwendet werden kann. Fur den Einsatz
von GK-REMs ergeben sich innerhalb der Material- und
Ingenieurwissenschaften vielfaltige
Anwendungsmaoglichkeiten, so unter anderem fir ex situ-
Oberflachenanalysen von grof3en Proben oder in situ-
Untersuchungen der Wirksysteme bei werkstoff- und
fertigungstechnischen Prozessen und Prifversuchen.
Daruber hinaus lassen sich diese Geréate auch
gewinnbringend fir in situ-Versuche zur
Materialermidung und zu in situ-Analysen von Prozessen
in der Mikrotechnik einsetzen.

Aus den Antragen soll erkennbar sein, dass bereits
einschlagige Erfahrungen in der
Rasterelektronenmikroskopie vorliegen. Auf dieser Basis
soll ein interdisziplinares, grundlagenorientiertes
Forschungsvorhaben formuliert werden, aus dem
hervorgeht, dass der Einsatz eines GK-REM neue
Erkenntnisse auf dem jeweiligen Arbeitsgebiet erwarten
lasst. Es wird daruber hinaus erwartet, dass fur die
Installation eines solchen Gerates beim Antragsteller
geeignete Raumlichkeiten und Infrastruktur
beziehungsweise ausreichendes wissenschaftliches und
technisches Personal zur Verfugung stehen. Die
Folgekosten fir Betrieb und Wartung missen ebenfalls
vom Antragsteller tbernommen werden.



—

Forschungsvorhaben, die diese Voraussetzungen erfullen,
kénnen bis zum 31. August 2003 bei der Geschéaftsstelle
der DFG, Kennedyallee 40, 51375 Bonn, eingereicht
werden.

Weiterfuhrende Informationen

Nahere Informationen erteilen: Dr.-Ing. Burkhard
Jahnen, Tel.: 0228 / 885 2487, E-Mail:
burkhard.jahnen@dfg.de, und Dr. Werner Brocker, Tel.:
0228 / 885 2476, E-Mail: werner.broecker@dfg.de.
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